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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —
Part 4-6: Testing and measurement techniques —

Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization f¢
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The
international co-operation on all questions concerning standardization in the ele
this end and in addition to other activities, IEC publishes International 3ta
Technical Reports,

standardization_comprising

4) In order to promote intern
transparently to the maxim
between any IEC Publicati
the latter.

5) IEC provides no,marking proc
equipment decl
6) uré th

All users should e

approval and cannot be rendered responsible for any
Publication.

ors, employees, servants or agents including individual experts and

members of its té { C National Committees for any personal injury, property damage or
other damage~of any wat atsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publicatjons

8) Attentiqn is mative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispen pplication of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shal/hot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-6 has been prepared by subcommittee 77B: High-
frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

This standard forms part 4-6 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in
accordance with IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility — Guide to the drafting of
electromagnetic compatibility publications.

This third edition of IEC 61000-4-6 cancels and replaces the second edition published in 2003,
Amendment 1 (2004) and Amendment 2 (2006).This edition constitutes a technical revision.

The document 77B/571/FDIS, circulated to the National Committees as Amendment 3, led to
the publication of the new edition.



-6- 61000-4-6 © IEC:2008

The text of this standard is based on the second edition, its Amendment 1, Amendment 2 and
on the following documents:

FDIS Report on voting
77B/571/FDIS 77B/577/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication ant\its amendments will

"http://webstore.iec.ch” in the data related to the specific publ
publication will be

* reconfirmed,
e withdrawn,

* replaced by a revised edition, or

s

* amended.
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INTRODUCTION
IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques

Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation gu'del's

Installation guidelines
Mitigation methods|and de

Part 6: Generic@ s

Part 9: Miscellaneg

as technical icati chnical reports, some of which have already been published as
O hed with the part number followed by a dash and a second
ivision (example : 61000-6-1).

This part is an intern
related to conducted

tional standard which gives immunity requirements and test procedure
disturbances induced by radio-frequency fields.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 4-6: Testing and measurement techniques —

Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

1 Scope and object

by electromagnetic radiation, have on the equipment concerned. The_ sim on an
conducted disturbances are not adequately exact for the quantitative determination 0 e
defined are structured for the primary objective of establishing ad ahility of\results at various facilities
for quantitative analysis of effects.

NOTE 2 As described in IEC Guide\]107/this tadabasm EMC publication for use by product committees of
the IEC. As also stated in Gui mitfees are responsible for determining whether this
immunity test standard sho i Rot, and iRapplied, they are responsible for determining the appropriate
test levels and performan iteri a ommittees are prepared to co-operate with product
committees in the evatyation unity tests for their products.

are indispensable for the application of this document. For
gn cited applies. For undated references, the latest edition of

The following
dated refere

IEC 60050-1a1, ional Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
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6)
7)

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure —

Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondig|é¢ ai 3N composée
de Iensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de fa CE|). objet de

des Spemflcatlons techniques, des Rapports techniques, des Spécificatiofys ac Sibles it (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaborati tee 3 ités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le suje e | icipar. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison_aves iclpent également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation | i (1SO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

nables sont entrepris afin que la CEl
s'assure de I'exactitude du contenu techniqué de ses pu bli t|on s.la CEl ne peut pas étre tenue responsable de

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation quien e 5 un quelconque utilisateur final.
Dans le but d'encourager I'y#if ité inte b i{¢s’nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de parente’ le ublications de la CEIl dans leurs publications

La CEIl n’a préi \arquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa

responsabilité p
Tous les utilisateu en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune respons la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

mandataires, i e parcullers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux deAq_CE gjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de queiqu ure™que cg soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) € ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute CEl, ou au crédit qui lui est accordé

L’attention est atti gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61000-4-6 a été établie par le sous-comité 77B: Phénoménes
haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Cette troisieme édition de la CEl 61000-4-6 annule et remplace la deuxiéme édition parue en
2003, ’Amendement 1 (2004) et 'Amendement 2 (2006). Cette édition constitue une révision
technique.

Le document 77B/571/FDIS, circulé comme Amendement 3 auprés des Comités nationaux de
la CEI, a conduit a la publication de la nouvelle édition.
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Elle constitue la partie 4-6 de la CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM en accord avec le Guide 107 de la CEIl, Compatibilité électromagnétique — Guide pour la
rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique.

Le texte de cette norme est basé sur la deuxiéme édition, son Amendement 1, son
Amendement 2 et sur les documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77B/571/FDIS 77B/577/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie

«http://webstore.iec.ch» dans les données relatives a la p¢
la publication sera

* reconduite;
* supprimée;

* remplacée par une édition révisée;\Q

S

« amendée.
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites

Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne
comités de produit)

la fesponsabilité des

Partie 4: Techniques d'essai et de mes

Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installa

Guide d'installation
Méthodes et dispos

Partie 6: Norme

Partie 9: Divers

La présente partie €st une Norme internationale qui donne les exigences d’immunité et les
procédures d’essai relatives aux perturbations conduites induites par les champs radio-
fréquence.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure —

Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61000 se rapporte aux exigences relatives a munité en

et la mesure de ces perturbat|ons conduites n'est pas par Ia détermination quantltatlve des
effets Les methodes d' essal deflnles sont structyré une bonne reproductibilité des

¢ la CEl. Comme indiqué également dans le Guide 107, il
stefminer s’il convient d’appliquer ou non cette norme d’essai

g“‘comités sont préts a coopérer avec les comités de produits a
& Jparticuliers pour leurs produits.

datées, la derni& édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050-161, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétique
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —
Part 4-6: Testing and measurement techniques —

Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization f i 3N comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The g i promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, IEC publishes International ica pegifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides b e “IEC

governmental organizations liaising with the IEC also part|C|pate i
with the International Organlzat|on for Standardization (ISO)Ame ith conditions determined by

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters §

3) IEC Publications have the form of recom

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote internatimpal uniformity

the latter.

5) IEC provides no jnarking procedtye to\indi }
equipment decl i ith ublication.

6) All users should englrg 2 edition of this publication.

7) No liability shall ajtq E its difed{ors, employees, servants or agents including individual experts and
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9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
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This redline version of the official IEC Standard allows the user to identify the changes
made to the previous edition. A vertical bar appears in the margin wherever a change
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International Standard IEC 61000-4-6 has been prepared by subcommittee 77B: High-
frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.
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This standard forms part 4-6 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in
accordance with IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility — Guide to the drafting of
electromagnetic compatibility publications.

This third edition of IEC 61000-4-6 cancels and replaces the second edition published in 2003,
Amendment 1 (2004) and Amendment 2 (2006).This edition constitutes a technical revision.

The document 77B/571/FDIS, circulated to the National Committees as Amendment 3, led to
the publication of the new edition.

The text of this standard is based on the second edition, its Amendment™ iment 2 and
on the following documents:

FDIS Report on on{g\

77B/571/FDIS 77B/5WD

Full information on the voting for the approval of thig
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in a

remain unchanged until the mainten
"http://webstore.iec.ch" in
publication will be

* reconfirmed,

» withdrawn, Q
* replaced by a i

* amended.
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INTRODUCTION
IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques

Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation gu'del's

Installation guidelines
Mitigation methods|and de

Part 6: Generic@ s

Part 9: Miscellaneg

as technical icati chnical reports, some of which have already been published as
O hed with the part number followed by a dash and a second
ivision (example : 61000-6-1).

This part is an intern
related to conducted

tional standard which gives immunity requirements and test procedure
disturbances induced by radio-frequency fields.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 4-6: Testing and measurement techniques —

Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

1 Scope and object

| This part of IEC 61000-4 relates to the conducted immunity requwe e{its of electrical and
electronic equipment to electromagnetic disturbances coming from j adioxfrequency

(RF) transmitters in the frequency range 9 kHz up to 80 MHz. Equip not having™at least
one conducting cable (such as mains supply, signal line or earth eonhechpo couple
the equipment to the disturbing RF fields is excluded

NOTE 1 Test methods are defined in this part for measuring the effecttha ed distutbing signals, induced
by electromagnetic radiation, have on the equipment concerned. The 2 asurement of these
conducted disturbances are not adequately exact for the quantitati & W at|n of _effedts. The test methods
defined are structured for the primary objective of establishing a yeatability of \esults at various facilities

for quantitative analysis of effects.

induced by radio-frequency fields. The\test mented in this part of IEC 61000
[ : of an equipment or system against a

immunity test standard sho pli Qt, and, ifapplied, they are responsible for determining the appropriate
test levels and performan itexi its__sub- commlttees are prepared to co-operate with product

committees in the e@io

are indispensable for the application of this document. For
on cited applies. For undated references, the latest edition of

ational Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure —

Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondig|é ali 3N composée
de Iensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de fa \CEl). objet de

des Spemflcatlons techniques, des Rapports techniques, des Spécificatiofys ac Sibles it (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaborati tee 3 ités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le suje e | icipar. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison_aves iclipent également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation | i (1SO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

nables sont entrepris afin que la CEl
s'assure de I'exactitude du contenu techniqué de ses pu bli t|on s la CEl ne peut pas étre tenue responsable de

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation quien e 5. un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager I'yrif ité inte b i{¢s’nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de parente’ le ublications de la CEIl dans leurs publications

5) La CEIl n’a préy;\ \arquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa

responsabilité p
6) Tous les utilisateu en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune respons la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

mandataires, i e parcullers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux deAq_CE gjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de queiqu ure™que cg soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) € ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute CEl, ou au crédit qui lui est accordé

9) L’attention est atti gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE

Cette version Redline n’est pas une Norme CEIl officielle, elle a seulement pour but de
fournir a [lutilisateur une indication des changements effectués dans [I’édition
précédente. Seule la version courante de cette norme doit étre considérée comme le
document officiel.

Cette version Redline vous permet de comparer facilement et rapidement les
changements entre cette norme et son édition précédente. Une barre verticale apparait
dans la marge lorsqu’un changement a été effectué. Les ajouts sont soulignés et les
suppressions sont barrées.

La Norme internationale CEI 61000-4-6 a été établie par le sous-comité 77B: Phénomeénes
haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.
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Cette troisieme édition de la CEl 61000-4-6 annule et remplace la deuxiéme édition parue en
2003, ’Amendement 1 (2004) et 'Amendement 2 (2006). Cette édition constitue une révision
technique.

Le document 77B/571/FDIS, circulé comme Amendement 3 auprés des Comités nationaux de
la CEI, a conduit a la publication de la nouvelle édition.

Elle constitue la partie 4-6 de la CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM en accord avec le Guide 107 de la CEIl, Compatibilité électromagnétique — Guide pour la
rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique.

Le texte de cette norme est basé sur la deuxieme édition, son Ay sement 1, son
Amendement 2 et sur les documents suivants:

FDIS Rapport de vote \
77B/571/FDIS 77B/577/RV@/

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus dghn to informpation sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une
* amendée.
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INTRODUCTION

La CEIl 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I'environnement

Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites
Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ng la responsabilité des

comités de produit)
Partie 4: Techniques d'essai et de

Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installa

Guide d'installation

Méthodes et djspos
Partie 6: Norme@

Partie 9: Divers

ont déja p é somme sections. D’autres seront publiées avec le numéro de partie, suivi
d’un tiret et pléted’urf second numéro identifiant la subdivision (exemple : 61000-6-1).

La présente partie est une Norme internationale qui donne les exigences d’immunité et les
procédures d’essai relatives aux perturbations conduites induites par les champs radio-
fréquence.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure —

Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

1 Domaine d'application et objet

perturbations conduites i i ‘ i quence. La méthode d’essai
documentée dans cette partie de la CEl » ne méthode cohérente dans le but

NOTE 2 Comme décrit dans le i E esente norme est une publication fondamentale en CEM
destinée a étre utiIisée pafes co ité € its d Comme indique’ également dans le Guide 107 iI

d’immunité, et si telest Ie iIs ont la esnsa'lte de déterminer les niveaux d’essai et les criteres de
performance appro S jtes sont préts a coopérer avec les comités de produits a

I’évaluation de la vale&

2 Références

Les docum uivants sont indispensables pour [I'application du présent
documen ces datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, gdition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendemen

CEl 60050-161, ocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique





